Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

CMC pro obor méfené veli¢iny: Délka
g | alibrovani vetiina /| Jmenowyrosah | parametrty met. | 028 LS princp kalibrace e
1 min jedn. max  jedn. y méieni? postupu?® viste
1 | Koncové mérky Mechanické porovnani s etalonem MKGD KM.2
0,5 mm az 100 mm (AL+01) pm pomoci komparaéniho pifistroje
2 | Posuvna méfidla Porovnani s koncovymi mérkami | MKGD PM.2
0 mm az 500 mm (8 L+ 10) um a krouzky
3 | Mikrometrickd méfidla 0 mm az 100 mm (1L+25)um Porovnani s koncovymi mérkami | MKGD MM.2
4 | Uchylkomérna métidla Pfimé méfeni na pfistroji pro MKGD UM.2
0 mm az 30 mm dilek 0,01 mm (AL+25)um kalibraci tichylkoméra
0 mm az 30 mm dilek 0,001 mm (AL+1)um
5 | Valeckové kalibry 0,5 mm az 50 mm (1L+25)um Piimé méfeni pasametrem MKGD VK.1
6 | Sparoméry 0,02 mm az 2 mm (AL+25)um Piimé méfeni mikrometrem MKGD LS.1
7 | Ocelové svinovaci metry 0 mm az 3000 mm (20 L + 100) pm Porovnavani s ocelovym pravitkem | MKGD SM.1
3000 mm az 5000 mm (50 L + 200) um
Ocelova méfitka 0 mm az 1000 mm (20 L + 100) um
8 | Méficka pasma 0 mm az 5000 mm 0,4 mm Porovnavani s meéfickym pasmem | MKGD SM.1
5000 mm az 20000 mm 0,6 mm
20000 mm az 30000 mm 0,8 mm

1

V piipadg, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz§i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace
mize byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahu plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentii identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného

postupu (véetné v§ech zmén).

L = délka v metrech

11_01-P508 K-20221122

Strana 1 z 36




Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

CMC pro obor méfené veliciny: Otacky
o . . exs . o Jmenovity rozsah . Nejniz$i udavana Identifikace Pra
;;;2’1 Kahbrovan; a‘l}eljl:':::l: / Pfedmét Paral‘?eel::;i(z) mer. roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho | co-
min jedn. max  jedn. y méreni? postupu?® visté
1* | Analogové, digitalni a Simulace stiidavym MKF-0O1
bezdotykové otackoméry, napétim
induk¢ni otdckomeéry, snimace
otacek, stroboskopy 1mint  az 100000 min* 1,0-10¢
Simulace optickym MKF-0O1
1 min? az 60 min?! 0,00020 min?! | pfevodnikem
60 mint az 100 000 min'! 1,510
Piimé generovani MKF-O1
etalonem otacek,
kontaktni a bezkontaktni
1mint  az 5 min? 0,25 % metoda
5 min? aZz 20 min? 0,070 %
20 min?t az 10000 min? 0,0060 %
doba méfeni Porovnani s etalonovymi MKF-01
1mint  az 60 min? nejméné 4 min 0,11 % stopkami

V ptipadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznageny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace
muize byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizs§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumenti identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentl identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného

postupu (véetné vSech zmén).
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veliiny:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS

Starozuberska 1453, 756 54 Zubii
Tlak, mechanické napéti

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

;;;2’1 K;‘;:;?J;nl?a;gg:: / — o . o Parametr(y) méf. veli¢iny r02§if‘;};§e}:}j2istota Princip kalibrace ka;i()l;nt'zglaiglo P‘fgt:g_
1* | Deformacni a &islicové Porovnani s digitalnim | MKMP TL.2
tlakoméry, prevodniky tlakomérem
tlaku, diferen¢ni méfici
fetézce tlaku 0 kPa az 1 kPa Pietlak plyn 0,1 % + 0,0015 kPa
1 kPa az 10 kPa 0,04 % + 0,004 kPa
10 kPa az 200 kPa 0,05 % + 0,03 kPa
200 kPa az 600 kPa 0,06 % + 0,05 kPa
600 kPa az 2000 kPa 0,07 % + 0,11 kPa
0 kPa az 1 kPa Podtlak plyn 0,1%+ 1,5Pa
1 kPa az 90 kPa 0,05 % + 13 Pa
0 MPa az 2 MPa Pretlak kapalina 0,05 % + 0,3 kPa
2 MPa az 10 MPa 0,06 % + 1 kPa
10 MPa az 25 MPa 0,05 % + 5 kPa
25 MPa az 60 MPa 0,06 % + 9 kPa
5 kPa az 2 000 kPa Absolutni tlak plyn 0,05 % + 0,3 kPa
2000 kPa az 10000 kPa Absolutni tlak kapalina 0,07 % + 1,2 kPa
10000 kPa az 25000 kPa 0,06 % + 4 kPa
Barometricky
500 hPa az 1100 hPa tlak 0,4 hPa

V piipadé, ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢isla oznaceny hvézdickou.

Rozsitena nejistota méteni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace
mize byt vyssi v zavislosti na podminkéach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahi plati vzdy niz$i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouziva nejnovejsi vydani uvedeného

postupu (véetné vSech zmeén).
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

CMC pro obor méfené velifiny: Teplota
" ity jniz§i uddavana Identifikace
él;;f)'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét kalibrace : j]menOVIty rozsan - lig;acligl(z; Ne:l.rozsﬁ;‘lgltg , Princip kalibrace kalibraénl’sho P‘f;(t:g_
min  jedn. max  jedn. nejistota méieni postupu
1* |Odporové teploméry Porovnani s odporovym snimacem MKTT OT.2
-80 °C az -30°C 0,12 °C |teploty v kapalné lazni
-30 °C az 0°C 0,08 °C
0°C 0,05°C
0°C az 150 °C 0,07 °C
150 °C az 260°C 0,08 °C
Porovnani s odporovym snimaéem
260 °C az 420 °C 0,4 °C [teploty v kalibra¢ni picce
420 °C az 660 °C 0,65°C
2 |Termoelektrické snimace teploty Porovnani s odporovym snimac¢em MKTT TE.2
-80 °C az 420 °C 0,5°C [teploty v kalibra¢ni picce
420 °C az 660 °C 0,7°C
Porovnani s termoelektrickym
660 °C az 1100 °C 1,5°C |snimadem teploty v horizontalni peci
1100 °C az 1300 °C 2,0°C
3 |Elektronické teploméry Porovnani s odporovym snimacem MKTT ET.2
-80 °C az -20°C 0,12 °C |teploty v kapalinové lazni
-20 °C az 0°C 0,08 °C
0°C 0,05°C
0°C az 150 °C 0,07 °C
150 °C az 260°C 0,08 °C
Porovnani s odporovym snima¢em
260 °C az 420°C 0,4°C |teploty v kalibra¢ni picce
420 °C az 660 °C 0,65°C
Porovnani s termoelektrickym MKTT ET.2
660 °C az 1000 °C 1,4°C |snimadem teploty v horizontalni peci
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS

Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

. ity Nejniz8i udavana Identifikace
éllr’;l(;'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét kalibrace : j]menOVIty rozsan - l':lz;a:ﬁ:érl(z; :l.roz§i1"e13% , Princip kalibrace kalibraém’aho P‘fgt:g_
min  jedn. max  jedn. nejistota méieni postupu
1000 °C az 1100 °C 15°C
1100 °C az 1300 °C 2,0°C
4 |Sklenéné teploméry Porovnani s odporovym snimacem MKTT ST.2
-40 °C az -20°C 0,12 °C |teploty v kapalinové lazni
-20 °C az 200°C 0,07 °C
200 °C az 300°C 0,15°C
5 |Bezdotykové teploméry Porovnéni s etalonovym ¢ernym MKTT PR.1
-20 °C az 300 °C 1,2°C |telesem
300 °C az 1100 °C 0,6 %
6 |Mérici fetézee teploty S termoclankem typu B, C, Porovnani s kalibratorem nebo méfeni |MKTT TX.1
D,E, J,K,N, R, T, S, odporové teploméry, multimetrem elektrickou cestou
napét'ovy a proudovy vystup prevodnikti -200 °C az -100 °C 0,1 %
-100 °C az 100 °C 0,1°C
100 °C az 1800 °C 0,1%

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u potadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz§i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlep$ich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace

muze byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentii identifikujicich kalibracni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentl identifikujicich kalibracni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného

postupu (véetné vSech zmén).
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

CMC pro obor méiené veli¢iny: VIhkost vzduchu

vl?of'.l Kalvibrovva nd v.eliéina Jmenovity rozsan Parametr(y) mér. veli¢iny Nejl;?:;i:gj;’ e Princip kalibrace l!gleig?:élflél}fli Pr.%C?_
cislo / Predmét Kkalibrace . - - . ) 3 visté
min  jedn. max jedn. nejistota méreni postupu
1* Relativni vlhkost / Porovnani s vlhkomérem MKRV.1
Vlhkoméry 5%RH az 10 % RH (18 az 28) °C 2,4 % RH v klimatické komote
10 % RH az 30 % RH 1,2% RH
30 % RH az 70 % RH 1,3% RH
70 % RH az 95 % RH 1,4%RH
5%RH az 50 % RH (10 az 18) a (28 az 40) °C 1,8 % RH
50 % RH az 95 % RH 2,4 % RH
5% RH az 50 % RH (40 az70) °C 2,8 % RH
50 % RH az 95 % RH 3,6 % RH

V piipadé, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u potadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsifena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejniz8i hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlep$ich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace
muize byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy nizs§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentd identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (véetné€ vSech zmeén).
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

CMC pro obor méfené veliciny: Elektrické veli¢iny

VI,’OF'l Kalibrovand veli¢ina / Predmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirl]::éljlz;fl?) Prgc? i
Cislo kalibrace . - - o 3 visté
min  jedn. max jedn. méreni postupu
1* | Stejnosmérné napéti / Zdroje, Pi{imé méfeni MKE-USS1,
kalibréatory, revizni piistroje OmV az 1mV 0,50 uV | multimetrem MKE-SRP.1
1mV az 10 mV 0,032 %
10mV az 100 mV 0,0040 %
100 mV  az 1V 0,0008 %
1V az 19V 0,0005 %
19V az 7V 0,0007 %
7V az 9V 0,0005 %
9v az 50 V 0,0008 %
50V az 190V 0,0007 %
190 vV az 1000V 0,0009 %
1000 V 0,0007 %
2* | Stejnosmérné napéti / voltmetry, Piimé generovani MKE-USSI,
multimetry, revizni pfistroje I1mV az 10 mV 0,060 % kalibratorem MKE-SRP.1
10mv az 100 mV 0,0065 %
100mV az 220 mV 0,0015 %
220mV  az 22V 0,0012 %
2,2V az 22V 0,0007 %
22V az 1000 V 0,0010 %
3* | Stiidavé napéti / Zdroje, kalibratory, Piimé méfeni MKE-UST.1,
revizni pfistroje 2mV  az 10 mV | 10 Hzaz 10 kHz 0,40 % multimetrem MKE-SRP.1
10 kHz az 30 kHz 0,80 %
30 kHz az 100 kHz 1,7%
10mV az 20mV | 10 Hz az 100 Hz 0,080 %
100 Hz a7z 2 kHz 0,065 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirl]::éljlz;fl?) Prfc? i
Eislo kalibrace min jedn. max jedn. méreni? postupu® Ve

2 kHz az 10 kHz 0,080 %

10 kHz az 30 kHz 0,14 %

30 kHz az 100 kHz 0,32 %

20mV az 50 mV 10 Hz az 100 Hz 0,050 %
100 Hz az 2 kHz 0,045 %

2 kHz az 10 kHz 0,050 %

10 kHz az 30 kHz 0,090 %

30 kHz az 100 kHz 0,20 %

50mV az 100 mV 10 Hz az 100 Hz 0,035 %
100 Hz az 10 kHz 0,030 %

10k Hz az 30 kHz 0,060 %

30 kHz az 100 kHz 0,13 %

100mVv az 190 mV 10 Hz az 100 Hz 0,030 %
100 Hz az 10 kHz 0,025 %

10 kHz az 30 kHz 0,050 %

30 kHz az 100 kHz 0,11 %

190 mVv az 500 mV 10 Hz az 40 Hz 0,026 %
40 Hz az 100 Hz 0,023 %

100 Hz az 2 kHz 0,020 %

2 kHz az 10 kHz 0,022 %

10 kHz az 30 kHz 0,047 %

30 kHz az 100 kHz 0,17 %

100 kHz az 300 kHz 1,4 %

500mV  az 1V 10 Hz az 40 Hz 0,019 %
40 Hz az 100 Hz 0,015 %

100 Hz az 2 kHz 0,013 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste

2 kHz az 10 kHz 0,014 %

10 kHz az 30 kHz 0,030 %

30 kHz az 100 kHz 0,10 %

100 kHz az 300 kHz 0,75 %

1V az 19V 10 Hz az 40 Hz 0,016 %
40 Hz az 100 Hz 0,013 %

100 Hz az 2 kHz 0,010 %

2 kHz az 10 kHz 0,012 %

10 kHz az 30 kHz 0,026 %

30 kHz az 100 kHz 0,082 %

100 kHz az 300 kHz 0,55 %

19V az 5V 10 Hz az 40 Hz 0,026 %
40 Hz az 100 Hz 0,022 %

100 Hz az 2 kHz 0,019 %

2 kHz az 10 kHz 0,022 %

10 kHz az 30 kHz 0,045 %

30 kHz az 100 kHz 0,17 %

100 kHz az 300 kHz 1,4 %

5V az 10V 10 Hz az 40 Hz 0,018 %
40 Hz az 100 Hz 0,015%

100 Hz az 2 kHz 0,013 %

2 kHz az 10 kHz 0,017 %

10 kHz az 30 kHz 0,032 %

30 kHz az 100 kHz 0,11 %

100 kHz az 300 kHz 0,80 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste

v az 19V 10 Hz az 40 Hz 0,016 %
40 Hz az 100 Hz 0,013 %

100 Hz az 2 kHz 0,010 %

2 kHz az 10 kHz 0,013 %

10 kHz az 30 kHz 0,027 %

30 kHz az 100 kHz 0,080 %

100 kHz az 300 kHz 0,55 %

19V az 50V 10 Hz az 40 Hz 0,026 %
40 Hz az 100 Hz 0,022 %

100 Hz az 2 kHz 0,020 %

2 kHz az 10 kHz 0,021 %

10 kHz az 30 kHz 0,045 %

30 kHz az 100 kHz 0,16 %

50V az 100V 10 Hz az 40 Hz 0,019 %
40 Hz az 100 Hz 0,015%

100 Hz az 2 kHz 0,013 %

2 kHz az 10 kHz 0,015 %

10 kHz az 30 kHz 0,031 %

30 kHz az 100 kHz 0,11 %

100V az 190V 10 Hz az 40 Hz 0,017 %
40 Hz az 100 Hz 0,013 %

100 Hz az 2 kHz 0,011 %

2 kHz az 10 kHz 0,012 %

10 kHz az 30 kHz 0,026 %

30 kHz az 100 kHz 0,078 %

11_01-P508 K-20221122

Strana 10 z 36




Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirl]::éljlz;fl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
190V az 500V 40 Hz az 10 kHz 0,032 %
10 kHz az 30 kHz 0,070 %
500 V 40 Hz az 10 kHz 0,023 %
10 kHz az 30 kHz 0,055 %
500 V az 1000V 40 Hz az 10 kHz 0,040 %
10 kHz az 30 kHz 0,16 %
4* | Stridavé napéti / Voltmetry, Ptimé generovani MKE-UST]1,
multimetry, revizni pfistroje ImV az 22mV 10 Hz az 50 kHz 0,60 % kalibratorem MKE-SRP.1
50 kHz az 100 kHz 0,80 %
22mV  az 10 mvV 10 Hz az 100 kHz 0,32 %
10mV az 22 mV 10 Hz az 40 Hz 0,090 %
40 Hz az 20 kHz 0,067 %
20 kHz az 50 kHz 0,082 %
50 kHz az 100 kHz 0,13 %
22mV  az 100 mV 10 Hz az 40 Hz 0,095 %
40 Hz az 20 kHz 0,050 %
20 kHz az 50 kHz 0,066 %
50 kHz az 100 kHz 0,15%
100 kHz az 300 kHz 0,23 %
100mVv az 220 mV 10 Hz az 40 Hz 0,048 %
40 Hz az 20 kHz 0,019 %
20 kHz az 50 kHz 0,033 %
50 kHz az 100 kHz 0,076 %
100 kHz az 300 kHz 0,14 %
220mV  az 1V 10 Hz az 40 Hz 0,053 %
40 Hz az 20 kHz 0,011 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
20 kHz az 50 kHz 0,016 %
50 kHz az 100 kHz 0,033 %
100 kHz az 300 kHz 0,093 %
1V az 2,2V 10 Hz az 40 Hz 0,039 %
40 Hz az 20 kHz 0,008 %
20 kHz az 50 kHz 0,012 %
50 kHz az 100 kHz 0,019 %
100 kHz az 300 kHz 0,070 %
2,2V az 22V 10 Hz az 40 Hz 0,060 %
40 Hz az 20 kHz 0,008 %
20 kHz az 50 kHz 0,015 %
50 kHz az 100 kHz 0,023 %
100 kHz az 300 kHz 0,065 %
22V az 220V 10 Hz az 40 Hz 0,055 %
40 Hz az 20 kHz 0,010 %
20 kHz az 50 kHz 0,015 %
50 kHz az 100 kHz 0,031 %
220V az 1000V 50 Hz az 1 kHz 0,011 %
5* | Mezivrcholova hodnota Piimé generovani MKE-UST1
obdélnikového stiidavého napéti / kalibratorem
Osciloskopy 10 Hz az 100 kHz

1mV az 2 mV 0,30 % + 10 pv

2mV  az 100 mV 0,20 % + 10 pv
100mv az 220V 0,15 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

. . L ey . . Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace §
VI,’or.l Kalibrovand velitina / Predmét Parametr(y) méf. veli¢iny roz§ifena nejistota Princip kalibrace kalibra¢niho Prfc?
cislo kalibrace . - - ‘v 3 visté

min  jedn. max jedn. méreni postupu
6* | Stejnosmérny proud / Zdroje, Piimé méfeni MKE-1SS1,
kalibréatory, revizni piistroje 1nA az 2 nA 0,40 % pikoampérmetrem MKE-SRP.1
2 nA az 50 nA 0,30 %
50nA  az 200 nA 0,20 %
200nA  az 1 pA 0,25 %
Pfimé méfeni MKE-1SS1,
multimetrem nebo MKE-SRP.1
nepiimé meteni
1pA az 20 pA 0,011 % multimetrem s bo¢nikem
20 A az 20 mA 0,0040 %
20mA az O01A 0,011 %
01A az 1A 0,0040 %
1A az 2A 0,0060 %
2A az 60 A 0,011 %
60 A az 200 A 0,015 %
200 A az 600 A 0,040 %
600 A az 2000 A 0,10 %

7* | Stejnosmérny proud / Ampérmetry, Pi{mé porovnani MKE-ISS1,
multimetry, klestova métidla, pikoampérmetrem MKE-SRP.1
revizni pfistroje 1nA az 2 nA 0,40 %

2nA  az 50 nA 0,30 %
50nA az 200 nA 0,20 %
200nA  az 1 pA 0,25 %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
cislo kalibrace . - - ‘v 3 visté
min  jedn. max jedn. méreni postupu
Pfimé porovnani MKE-1SS1,
multimetrem nebo MKE-SRP.1
nepiimé porovnani
1pA az 20 pA 0,011 % multimetrem s bo¢nikem
20 A az 20 mA 0,0040 %
20mA az O01A 0,011 %
01A az 1A 0,0040 %
1A az 2A 0,0060 %
2A az 60 A 0,011 %
60 A az 200 A 0,015 %
200 A az 600 A 0,040 %
600 A az 2000 A 0,10 %

8* | Stejnosmérny proud / Ampérmetry, Piimé generovani MKE-1SS1,
multimetry, klestova métidla, kalibratorem MKE-SRP.1
revizni pfistroje 22 pA az 100 pA 0,040 %

100 pA  az  2,2mA 0,0090 %
22mA az 22 mA 0,0070 %
22mA  az 220 mA 0,0090 %

220mA  az  22A 0,016 %

9* | Stejnosmérny proud / Klestova Nepiimé méfeni MKE-1SS1,
meéfidla, revizni pfistroje 200 A az 2000 A 0,2% s proudovou civkou MKE-SRP.1

10* | Stidavy proud / Zdroje, kalibratory, Piimé méteni MKE-IST1
revizni pfistroje 10pA az 200 pA 40 Hz az 1 kHz 0,050 % + 22 nA multimetrem

Piimé méreni MKE-IST1,

200 pA  az 2mA | 40Hz az 1 kHz 0,035 % + 0,22 pA | multimetrem MKE-SRP.1

2mA  az 20mA | 40Hzaz 1 kHz 0,038 % + 2,2 pA
20mA az 200mA | 40Hzaz1kHz 0,037 % + 20 pA
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'l:;léunizj}:sigsa Princip kalibrace ll(gleirl]::éljlz;fl?) Prfc? i
cislo kalibrace . - - ‘v 3 visté
min  jedn. max jedn. méreni postupu
200mA  az 2A 40 Hz az 1 kHz 0,082 % + 0,2 mA
2A az 20 A 40 Hz az 1 kHz 0,12 % + 2 mA
Neptimé méteni MKE-IST1,
proudovym MKE-SRP.1
transformatorem a
200mA az 200 A 50 az 60 Hz 0,10 % multimetrem
200 A az 2500 A 50 Hz 0,20 %
Sttidavy proud / Ampérmetry, Piimé generovani MKE-IST1,
multimetry, revizni pfistroje 22 A az 100 pA 40 Hz az 1 kHz 0,060 % kalibratorem MKE-SRP.1
100 pA  az 5mA | 40 Hzaz 1 kHz 0,035 %
5mA az 22mA | 40Hzaz 1 kHz 0,025 %
22mA  az 220mA | 40Hzaz1kHz 0,028 %
220mA  az  22A 40 Hz az 1 kHz 0,050 %
22A az 20 A 40 Hz az 1 kHz 0,06 % + 1 mA
11* | Stejnosmérny vykon / Wattmetry, Piimé méfeni multimetry | MKE-W1
analyzatory siti, revizni pfistroje nebo nepfimé méteni
(30 Vaz 500V, 0,02 A az 200 A) 1W ay 105 kW 0,060 % bo¢nikem a multimetrem
Stiidavy vykon / Zdroje, kalibratory Ptimé méfeni MKE-W1
vykonu, (30 V az 500 V, 0,02 A az elektromérem
200 A, 50 Hz az 60 Hz, cos ¢ 0,5 a7 1) 1w az 105 kW 0,060 %
Stiidavy vykon / Wattmetry, Ptimé porovnani MKE-W1
analyzatory siti, revizni ptistroje s elektromérem
(30 V az 500 V, 0,02 A az 200 A,
50 Hz az 60 Hz, cos ¢ 0,5 az 1) 1w az 105 kwW 0,060 %
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

Jmenovity rozsah

Nejnizsi udavana

Identifikace

g;;l:)'l Kalibrovanliiaxlfi%lii?ea / Pfedmét : - - Parametr(y) méF. veli¢iny rozéif'ellé ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:iz(t:g-
min  jedn. max jedn. méreni postupu
12* | Stejnosmérny odpor / Multimetry, Piimé generovani MKE-RSS1,
rezistory, ohmmetry, odporové odporovymi normaly MKE-SRP.1
dekady, kalibratory, revizni pfistroje 0,1 mQ 0,0080 %
1 mQ 0,0020 %
0,01 Q 0,0025 %
0,1Q 0,0025 %
1Q 0,0020 %
1,9Q 0,010 %
10 Q 0,0026 %
19Q 0,0026 %
100 Q 0,0014 %
190 Q 0,0014 %
1 kQ 0,0011 %
1,9 kQ 0,0011 %
10 kQ 0,0011 %
19 kQ 0,0011 %
100 kQ 0,0015 %
190 kQ 0,0015 %
1 MQ 0,0026 %
1,9 MQ 0,0026 %
10 MQ 0,0050 %
19 MQ 0,0050 %
100 MQ 0,0050 %
1GQ 0,010 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
Eislo kalibrace min jedn. max jedn. méreni? postupu® Ve
Nepiimé méteni MKE-RSS1,
0lmQ az 02mQ 0,040 % boénikem a multimetrem | MKE-SRP.1
02mQ az 05mQ 0,0080 %
05mQ az 0,9mQ 0,0060 %
09mQ az 5Q 0,0040 %
Piimé méreni MKE-RSS1,
5Q az 200 kQ 0,0030 % multimetrem MKE-SRP.1
200kQ  az 2 MQ 0,0040 %
2MQ  az 20 MQ 0,0060 %
20MQ az 200 MQ 0,040 %
200 MQ az 300 MQ 0,070 %
300 MQ az 500 MQ 0,050 %
500 MQ az 1GQ 0,035 %
1GQ az 2 GQ 0,020 %
2GQ az 10 GQ 0,65 %
10GQ az 20 GQ 0,20 %
Neptimé méteni MKE-RSS,
pikoampérmetrem a vn MKE-SRP.1
20GQ az 250GQ |do 10000V 0,50 % voltmetrem
250 GQ  az 1TQ 0,70 %

13* | Modul impedance / Etalony odporu, VA metoda MKE-Z2,
odporové dekady, métidla odporu, MKE-SRP.1
klestova métidla, métidla pro revize 0,1mQ az 0,1Q 50 Hz az 60 Hz 0,2 %

01Q az 10Q 50 Hz az 1 kHz 0,2 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

" . L e " « ity Nejnizsi udavana Identifikace
éli’;l(*).l Kallbrovan;arieg;::ea / Piredmét . J-menowty rozsah . Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif-ellia ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:izig-
min  jedn. max jedn. méreni postupu
14* | Modul impedance, sttidavy odpor / Porovnani substituci nebo | MKE-Z2
etalony, métidla odporu, RLC pimé méfeni etalonu
mosty 100 mQ | 20 Hz az 50 Hz 0,30 % impedance
50 Hz az 10 kHz 0,14 %
1Q 20 Hz az 100 Hz 0,035 %
100 Hz 0,015%
100 Hz az 1 kHz 0,020 %
1 kHz 0,015 %
1 kHz az 10 kHz 0,025 %
10 kHz 0,020 %
10 kHz az 100 kHz 0,090 %
10Q 20 Hz az 100 Hz 0,016 %
100 Hz 0,011 %
100 Hz az 1 kHz 0,016 %
1 kHz 0,011 %
1 kHz az 10 kHz 0,016 %
10 kHz 0,011 %
10 kHz az 100 kHz 0,045 %
100 kHz 0,040 %
100 kHz az 1 MHz 0,15%
100 Q 20 Hz az 100 Hz 0,016 %
100 Hz 0,011 %
100 Hz az 1 kHz 0,016 %
1 kHz 0,011 %
1 kHz az 10 kHz 0,016 %
10 kHz 0,011 %

11_01-P508 K-20221122

Strana 18 z 36




Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
10 kHz az 100 kHz 0,040 %
100 kHz 0,035 %
100 kHz az 1 MHz 0,15 %
1 kQ 20 Hz az 100 Hz 0,016 %
100 Hz 0,011 %
100 Hz az 1 kHz 0,016 %
1 kHz 0,011 %
1 kHz az 10 kHz 0,016 %
10 kHz 0,011 %
10 kHz az 100 kHz 0,040 %
100 kHz 0,035 %
100 kHz az 1 MHz 0,15 %
10 kQ 20 Hz az 100 Hz 0,016 %
100 Hz 0,011 %
100 Hz az 1 kHz 0,016 %
1 kHz 0,011 %
1 kHz az 10 kHz 0,016 %
10 kHz 0,011 %
10 kHz az 100 kHz 0,040 %
100 kHz 0,035 %
100 kHz az 1 MHz 0,15%
100 kQ 20 Hz az 100 Hz 0,020 %
100 Hz 0,011 %
100 Hz az 1 kHz 0,016 %
1 kHz 0,011 %
1 kHz az 10 kHz 0,020 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

" . (o lewe . " ity Nejnizsi udavana Identifikace
éli’;l(*).l Kallbrovan;arieg;::ea / Piredmét . J-menowty rozsah . Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif-ellia ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:izig-
min  jedn. max jedn. méieni postupu
10 kHz 0,015 %
10 kHz az 100 kHz 0,20 %
1 MQ | 20Hzaz 100 Hz 0,035 %
100 Hz 0,018 %
100 Hz az 1 kHz 0,025 %
1 kHz 0,018 %
1 kHz az 10 kHz 0,060 %
10 kHz 0,050 %
10 kHz az 100 kHz 0,50 %
10 MQ | 20 Hz az 100 Hz 0,10 %
100 Hz 0,050 %
100 Hz az 1 kHz 0,055 %
1 kHz 0,050 %
1 kHz az 10 kHz 0,18 %
100 MQ | 20 Hz az 100 Hz 0,40 %
100 Hz az 1 kHz 0,50 %
15* | Modul impedance, stiidavy odpor / P#imé méfeni nebo MKE-Z2
Etalony, dekady, métidla odporu, porovnani substituci
klestové méfidla, revizni méfidla, s etalonovym RLC
RLC mosty 10mQ az 100 mQ 20 Hz az 50 Hz 4 mQ mostem
50 Hz az 100 Hz 3mQ
100 Hz az 500 Hz 2,2 mQ
500 Hz az 5 kHz 1,5 mQ
5 kHz az 500 kHz 1 mQ
500 kHz az 1 MHz 2mQ
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

- . C o exe - < ity Nejnizsi udavana Identifikace
51;;2.1 Kallbrovan;ari%;:?ea / Predmét : J-menOVIty rozsan - Parametr(y) méF. veli¢iny roz;if'ellé ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:iz(t:g-
min  jedn. max jedn. méreni postupu
100mQ az 1000 mQ | 20 Hz az 50 Hz 7 mQ
50 Hz az 100 Hz 6 mQ
100 Hz az 500 Hz 4 mQ
500 Hz az 5 kHz 3,5mQ
5 kHz az 500 kHz 3 mQ
500 kHz az 1 MHz 7 mQ

1Q az 10 Q

20 Hz az 50 Hz

50 Hz az 100 Hz
100 Hz az 500 Hz
500 Hz az 5 kHz

5 kHz az 100 kHz
100 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

0,25 % + 0,007 Q
0,20 % + 0,007 Q
0,20 % + 0,003 Q
0,17 % + 0,003 Q
0,17 % + 0,002 Q
0,20 % + 0,002 Q
0,45 % + 0,002 Q

10 Q az

100 Q

20 Hz az 100 Hz
100 Hz az 500 Hz
500 Hz az 100 kHz
100 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

0,15 % + 0,02 Q
0,08 % + 0,02 Q
0,10 % + 0,02 Q
0,13% + 0,02 Q
0,36 % + 0,02 Q

100 Q az 1 kQ

20 Hz az 100 Hz
100 Hz az 500 Hz
500 Hz az 5 kHz

5 kHz az 100 kHz
100 kHz az 1 MHz
1 MHz

0,16 %
0,10 %
0,11 %
0,12 %
0,17 %
0,35 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

" . L e " « ity Nejnizsi udavana Identifikace
éli’;l(*).l Kallbrovan;arieg;::ea / Piredmét . J-menowty rozsah . Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif-ellia ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:izig-
min  jedn. max jedn. méreni postupu

1kQ az 10 kQ 20 Hz az 100 Hz 0,16 %

100 Hz az 5 kHz 0,10 %

5 kHz az 100 kHz 0,12 %

100 kHz az 1 MHz 0,27 %

1 MHz 0,55 %

10 kQ az 100 kQ 20 Hz az 100 Hz 0,17 %

100 Hz az 5 kHz 0,10 %

5 kHz az 10 kHz 0,18 %

10 kHz az 100 kHz 0,22 %

100 kHz az 1 MHz 0,33 %

1 MHz 0,65 %

01

1MQ az 1 MQ

20 Hz az 50 Hz

50 Hz az 100 Hz
100 Hz az 500 Hz
500 Hz az 1 kHz

1 kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 100 kHz
100 kHz az 1 MHz
1 MHz

(R/5 + 0,20) %
(R/6 + 0,15) %
(R/8 + 0,10) %
(R/10 + 0,10) %
(R/12 + 0,10) %
(RI12 + 0,16) %
(R/15 + 0,26) %
(R/1,6 + 0,30) %
(RI0,8 + 0,60) %

1MQ az 10 MQ

50 Hz az 100 Hz
100 Hz az 500 Hz
500 Hz az 1 kHz
1 kHz az 5 kHz
5kHz az 10 kHz

11_01-P508 K-20221122
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

" . L e " « ity Nejnizsi udavana Identifikace
éli’;l(*).l Kallbrovan;arieg;::ea / Piredmét . J-menowty rozsah . Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif-ellia ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:izig-
min  jedn. max jedn. méreni postupu

10 kHz az 100 kHz (R/15 + 0,26) %

100 kHz az 1 MHz (R/1,6 + 0,30) %

1 MHz (R/0,8 + 0,60) %

10MQ az 100 MQ | 100 Hz az 500 Hz (R/8 +0,10) %

500 Hz az 1 kHz (R/10 + 0,10) %

1 kHz az 100 kHz (R/12 + 0,10) %

16* | Kapacita/ Etalony kapacity, méfidla Porovnani substituci MKE-Z2
kapacity, RLC mosty, nebo piimé méfeni
10 pF 50 Hz az 1 kHz 0,15 % etalonu kapacity

1 kHz 0,075 %
1 kHz az 10 kHz 0,080 %
10 kHz 0,040 %
10 kHz az 100 kHz 0,050 %
100kHz az 1 MHz 0,15 %
100 pF 50 Hz az 100 Hz 0,080 %
100 Hz 0,050 %
100 Hz az 1 kHz 0,060 %
1 kHz 0,035 %
1 kHz az 10 kHz 0,040 %
10 kHz 0,035 %
10 kHz az 100 kHz 0,050 %
100 kHz 0,040 %
100 kHz az 1 MHz 0,15%
1nF 50 Hz az 100 Hz 0,040 %
100 Hz 0,035 %
100 Hz az 1 kHz 0,040 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
1 kHz 0,030 %
1 kHz az 10 kHz 0,040 %
10 kHz 0,030 %
10 kHz az 100 kHz 0,050 %
100 kHz 0,040 %
100 kHz az 1 MHz 0,15 %
10 nF 50 Hz az 100 Hz 0,050 %
100 Hz 0,035 %
100 Hz az 1 kHz 0,040 %
1 kHz 0,035 %
1 kHz az 10 kHz 0,040 %
10 kHz 0,035 %
10 kHz az 100 kHz 0,060 %
100 kHz az 1 MHz 0,15%
100 nF 50 Hz az 100 Hz 0,040 %
100 Hz 0,035 %
100 Hz az 1 kHz 0,040 %
1 kHz 0,035 %
1 kHz az 10 kHz 0,040 %
10 kHz 0,035 %
10 kHz az 100 kHz 0,060 %
100 kHz az 1 MHz 0,85 %
1 puF 20 Hz az 100 Hz 0,050 %
100 Hz 0,035 %
100 Hz az 1 kHz 0,040 %
1 kHz 0,035 %
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

" . L e " « ity Nejnizsi udavana Identifikace
éli’;l(*).l Kallbrovan;arieg;::ea / Piredmét . J-menowty rozsah . Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif-ellia ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:izig-
min  jedn. max jedn. méreni postupu
1 kHz az 10 kHz 0,040 %
10 kHz 0,035 %
10 kHz az 100 kHz 0,090 %
10 pF 20 Hz az 1 kHz 0,15 %
1 kHz az 10 kHz 0,20 %
100 pF 20 Hz az 100 Hz 0,15 %
100 Hz az 1 kHz 0,20 %
1 kHz az 10 kHz 0,40 %
17* | Kapacita / Etalony, dekady, métidla Pi{imé méfeni nebo MKE-Z2
kapacity, RLC mosty porovnani substituci s
etalonovym RLC
1pF az 10 pF 1 kHz az 2 kHz 0,10 % + 0,135 pF | mostem

2 kHz az 5 kHz 0,10 % + 0,062 pF

S kHz az 10 kHz 0,10 % + 0,023 pF

10 kHz az 20 kHz 0,17 % + 0,011 pF

20 kHz az 50 kHz 0,22 % + 0,002 pF

50 kHz az 100 kHz 0,28 % + 0,010 pF

100 kHz az 500 kHz 0,40 % + 0,005 pF

500 kHz az 1 MHz 0,55 % + 0,002 pF

10 pF az 100 pF 500 Hz az 1 kHz 0,10 % + 0,30 pF

1 kHz az 2 kHz

2 kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz
10 kHz az 50 kHz
50 kHz az 500 kHz
500 kHz az 1 MHz

0,10 % + 0,15 pF
0,10 % + 0,07 pF
0,10 % + 0,03 pF
0,15 % + 0,015 pF
0,15 % + 0,030 pF
0,40 % + 0,020 pF
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
100 pF az 1000 pF 100 Hz az 200 Hz 0,10 % + 2 pF
200 Hz az 500 Hz 0,10 % + 0,85 pF
500 Hz az 1 kHz 0,10 % + 0,30 pF
1 kHz az 2 kHz 0,10 % + 0,15 pF
2 kHz az 500 kHz 0,15%
500 kHz az 1 MH 0,35 %
1nF az 10 nF 50 Hz az 100 Hz 0,15 % + 0,005 nF
100 Hz az 500 Hz 0,10 % + 0,002 pF
500 Hz az 5 kHz 0,10 %
5 kHz az 100 kHz 0,12 %
100 kHz az 200 kHz 0,13 %
200 kHz az 500 kHz 0,15 %
500 kHz az 1 MHz 0,50 %
10 nF az 100 nF 50 Hz az 100 Hz 0,20 %
100 Hz az 5 kHz 0,10 %
5 kHz az 50 kHz 0,12 %
50 kHz az 200 kHz 0,20 %
200 kHz az 500 kHz 0,25 %
500 kHz az 1 MHz 0,55 %
100 nF az 1000 nF 50 Hz az 100 Hz 0,17 %
100 Hz az 500 Hz 0,10 %
500 Hz az 5 kHz 0,12 %
5 kHz az 50 kHz 0,20 %
50 kHz az 100 kHz 0,25 %
100 kHz az 200 kHz 0,30 %
200 kHz az 1 MHz 0,45 %
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirl]::éljlz;fl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
1 uF az 10 pF 20 Hz az 100 Hz 0,16 %
100 Hz az 500 Hz 0,10 %
500 Hz az 2 kHz 0,20 %
2 kHz az 5 kHz 0,22 %
5kHz az 10 kHz 0,25 %
10 kHz az 20 kHz 0,30 %
20 kHz az 100 kHz (C/40 + 0,20) %
10 pF az 100 pF 20 Hz az 50 Hz 0,17 %
50 Hz az 200 Hz 0,20 %
200 Hz az 500 Hz 0,25 %
500 Hz az 1 kHz 0,30 %
1 kHz az 2 kHz 0,35 %
2 kHz az 5 kHz (C/500 + 0,25) %
SkHz az 10 kHz (C/250 + 0,25) %
10 kHz az 20 kHz (C/120 + 0,25) %
100 pF az 1000 pF 20 Hz az 200 Hz (C/3500 + 0,15) %
200 Hz az 500 Hz (C/2800 + 0,20) %
500 Hz az 1 kHz (C/1900 + 0,30) %
1 kHz az 2 kHz (C/1000 + 0,30) %
2 kHz az 5 kHz (C/500 + 0,30) %
1000 pF az 10000 pF 20 Hz az 50 Hz (C/12000 + 0,30) %
50 Hz az 100 Hz (C/9000 + 0,30) %
100 Hz az 200 Hz (C/5000 + 0,20) %
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Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

- . L Lo - < ity Nejnizsi udavana Identifikace
éli’;l(*).l Kallbrovan;arieg;::ea / Piredmét . J-menowty rozsah . Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif-ellia ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:izig-
min  jedn. max jedn. méreni postupu
18* | Indukénost / Etalony indukénosti, Porovnéni substituci MKE-Z2
mefidla indukénosti, RLC mosty nebo piimé méfeni
10 pH 100 Hz 0,30 % etalonu indukénosti
1 kHz 0,040 %
10 kHz 0,030 %
100 pH 100 Hz 0,070 %
1 kHz 0,020 %
10 kHz 0,020 %
1mH 100 Hz 0,030 %
1 kHz 0,020 %
10 kHz 0,020 %
2 mH 1 kHz 0,020 %
10 mH 1 kHz 0,020 %
100 mH 1 kHz 0,020 %
1H 1 kHz 0,020 %
10H 1 kHz 0,030 %
19* | Indukénost / Etalony indukénosti, Pfimé méfeni nebo MKE-Z2
méfidla indukénosti, dekady, RLC porovnani substituci
mosty s etalonovym RLC
1uH  az 10 pH 1 kHz az 2 kHz 0,25 % + 0,147 pH | mostem

2 kHz az 5 kHz

5 kHz az 10 kHz

10 kHz az 20 kHz
20 kHz az 50 kHz
50 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz

0,25 % + 0,063 pH
0,25 % + 0,022 pH
0,25 % + 0,010 pH
0,25 % + 0,005 pH
0,25 % + 0,002 pH
0,32 %
0,28 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,,OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirll)t'l:élﬁfl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
10pH az 100 pH 500 Hz az 1 kHz 0,25 % + 0,35 pH
1 kHz az 2 kHz 0,25 % + 0,15 pH
2 kHz az 5 kHz 0,25 % + 0,06 uH
5kHz az 10 kHz 0,25 % + 0,02 uH
10 kHz az 20 kHz 0,18 % + 0,02 pH
20 kHz az 50 kHz 0,18 % + 0,01 pH
50 kHz az 500 kHz 0,20 %
100 pH  az 1000 pH 100 Hz az 200 Hz 0,30 % + 3,0 pH
200 Hz az 500 Hz 0,30 % + 1,2 pH
500 Hz az 1 kHz 0,30 % + 0,3 pH
1 kHz az 2 kHz 0,20 % + 0,25 pH
2 kHz az 5 kHz 0,17 % + 0,15 pH
5 kHz az 10 kHz 0,22 %
10 kHz az 50 kHz 0,20 %
50 kHz az 200 kHz 0,13 %
200 kHz az 500 kHz 0,15 %
1mH az 10 mH 50 Hz az 100 Hz 0,45 % +0,007 mH
100 Hz az 200 Hz 0,30 % +0,003 mH
200 Hz az 500 Hz 0,15 % + 0,003 mH
500 Hz az 2 kHz 0,23 %

2 kHz az 5 kHz
5kHz az 10 kHz

10 kHz az 100 kHz
100 kHz az 200 kHz
200 kHz az 500 kHz

0,20 %
0,15 %
0,12 %
0,20 %
0,25 %
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

VI,’OF'l Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsan Parametr(y) méf. veli¢iny rljg?f'lffliéun(i?:sigﬁa Princip kalibrace ll(gleirl]::éljlz;fl?) Prfc? i
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® Viste
10mH az 100 mH 50 Hz az 100 Hz 0,20 % + 0,03 mH
100 Hz az 200 Hz 0,22 %
200 Hz az 500 Hz 0,18 %
500 Hz az 1 kHz 0,10 %
1 kHz az 20 kHz 0,12 %
20 kHz az 50 kHz 0,15 %
50 kHz az 100 kHz 0,30 %
100 kHz az 500 kHz 0,50 %
0,1H az 1H 50 Hz az 100 Hz 0,17 %
100 Hz az 5 kHz 0,10 %
5 kHz az 10 kHz 0,11 %
10 kHz az 20 kHz 0,20 %
20 kHz az 50 kHz 0,25 %
50 kHz az 100 kHz (L/2 +0,25) %
1H az 10 H 50 Hz az 100 Hz 0,16 %
100 Hz az 1 kHz 0,10 %
1 kHz az 5 kHz 0,12 %
5 kHz az 10 kHz 0,22 %
10 kHz az 20 kHz (L/200 +0,20) %
20 kHz az 50 kHz (L/40 +0,20) %
10H az 100 H 50 Hz az 100 Hz 0,16 %
100 Hz az 200 Hz 0,12 %
200 Hz az 1 kHz 0,15 %
1 kHz az 2 kHz 0,20 %

2 kHz az 5 kHz
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:
MERGQS, spol. s r.o.

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

. . C o exe " < ity Nejnizsi udavana Identifikace
éli’;l(*).l Kallbrovan;arieg;::ea / Piredmét . J-menowty rozsah . Parametr(y) méf. veli¢iny rozgif-ellia ne:];istota Princip kalibrace kalibraéniaho P\:izig-
min  jedn. max jedn. méreni postupu
5kHz az 10 kHz (L/240 +0,20) %
10 kHz az 20 kHz (L/110 +0,20) %
20 kHz az 50 kHz (L/45 +0,20) %
20* | Mezivrcholova hodnota vf napéti / Pi{imé generovani MKE-UVF1
Meftidla vf napéti, osciloskopy, vf kalibratorem v roviné
milivoltmetry, frekvenéni pripojovaciho BNC
analyzatory konektoru 50 Q
5mV az 5V 100 kHz az 300 MHz 3,7%
300 MHz az 550
MHz 4,2 %
5mV az 3V 550 MHz az 1,1 GHz 52%
1,1 GHz az 2,5 GHz 59 %
5mV az 2V 2,5 GHz az 3,2 GHz 59 %
21* | Efektivni hodnota vf napéti / Pfimé méfeni, porovnani | MKE-UVF1
Meftidla vf napéti, osciloskopy, vf s vf milivoltmetrem
milivoltmetry, frekvenéni v roviné N konektoru
analyzatory, funk¢ni generatory, 50 Q
signalni generatory 1mV az 2mV | 100 kHz az 100 MHz 3,6 %
2mv  az 10 mvV 2,8%
10mV az 10V 2,5%
100 MHz az 200
1mV az 2mVvV | MHz 4,2 %
2mv  az 10 mvV 3,4 %
10mvV az 1V 3,0%
1V az 0V 4,2 %
200 MHz az 500
1mV az 2mVvV MHz 45 %
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

Por. Kalibrovana veli¢ina / Pfedmét Jmenovity rozsah <y iy Neéflviiﬁ'udz?yané T . Ide.ntifivka}ce Praco-

dislo! Kalibrace : - - Parametr(y) mér. veliiny rozs1re13? neijzlstota Princip kalibrace kallbracmaho Viste

min  jedn. max jedn. méreni postupu
2mV  az 10 mV 3,7%
10mV az 1V 3,3%
1V az 10V 4,9 %

22* | Vysoké napéti stejnosmérné / Ptfimé méfeni s vn MKE-UVNSS1,
Zdroje, revizni ptistroje 1kv az 100 kV 0,20 % sondou MKE-SRP.1
Vysoké napéti stejnosmérné / Ptimé generovani, MKE-UVNSS],
Mg¢tidla, revizni pfistroje 1kV  az 80 kv 0,20 % porovnani s vn sondou MKE-SRP.1

23* | Vysoké napéti stiidavé / Métidla, Ptimé méfeni s vn MKE-UVNST]1,
revizni pfistroje 1kV  az 30 kv 50 Hz 0,16 % sondou MKE-SRP.1

30kv  az 100 kV 1,3%
Vysoké napéti stiidavé / Zdroje, Ptimé generovani, MKE-UVNST1,
revizni pfistroje 1kv  az 30 kV 50 Hz 0,16 % porovnani s vn sondou MKE-SRP.1
30kv  az 50 kv 1,3%

1V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u poradového &isla oznaceny hvézdickou.

2 Rozsifend nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou piisluné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i méfené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosaZitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace
muze byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsaht plati vzdy niz§i hodnota nejistoty.

8 U datovanych dokumentd identifikujicich kalibragni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (v¢etné vSech zmén).

Vysvétlivky:

Ruen. odpor v MQ

Cons kapacita v pF

Lo indukénost v H
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor méfené veli¢iny: Optické veli¢iny

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

eve

v . L e Jmenovity rozsah Nejniz$i udavana Identifikace )
;;;2’1 K;gg;x;n]?ane;;::: / Parametr(y) mé¥. veliiny | rozSifena nejistota Princip kalibrace kalibraéniho P‘fg(t:g
min jedn. max jedn. méreni’ postupu?®
1 | Osvétlenost / Porovnani s luxmetrem | MK-LUX1

Luxmetry 1Ix az 30000 Ix 2,5%

V piipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stalé prostory, jsou tyto kalibrace u potadového &isla oznaceny hvézdickou.

Rozsitena nejistota méteni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucasti CMC a je nejnizsi hodnotou pfislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni viiéi méfené hodnot&, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace
muize byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizs§i hodnota nejistoty.

U datovanych dokumentt identifikujicich kalibraéni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumenti identifikujicich kalibraéni postupy se pouZziva nejnovéjsi vydani uvedeného

postupu (v¢etné vSech zmén).
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

CMC pro obor mérené veliiny:

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS

Veli¢iny ¢asu, frekvence

Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

" . L lexe - < ity Nejnizsi udavana Identifikace
VI,’or.l Kalibrovand velitina / Predmét Jmenovity rozeah Parametr(y) mér. veli¢iny roz;if'ené nejistota Princip kalibrace | kalibraéniho Pr_avlcs)-
islo kalibrace min  jedn. max jedn. méfeni? postupu?® VISEE

1* | Frekvence / Méfidla frekvence, Pfimé generovani | MKF-f1
¢itace, frekvencni analyzatory, GPS ptijimacem,
funkéni generatory, signalni nebo generatorem
generatory, frekvenéni normaly,
referencni oscilatory,
multimetry, kalibratory 0,001 Hz az 50 MHz U>22VTTL/50 Q| 3,510
50 MHz az  1GHz U>1Vsinus/50 Q| 1,010
1GHz az 3,2GHz U>2Vg/50Q 3,0-10°%0
Nepiimé méfeni MKF-f1
Uvst> 1 Ve, 0dstup GPS piijimacem a
1 MHz|signal /sum>60dB  to0d 100sdo200s | 4,0-10! &itadem
t0d 200 s do 2000 s| 6,0-102
Uust> 1 Ver, 0dstup
5 MHz|signal / sum>60dB  t0d 100sdo200s | 4,010
t0d 200 s do 2000 s| 6,0-1012
Uvst> 1 Ver, 0dstup
10 MHz|signdl /sum>60dB  tod 100sdo200s | 4,0-101!
t0d 200 s do 2000 s| 6,0-10?
impulsni signaly Piimé méfeni MKF-f1,
0,001 Hz a7 100 Hz Tvét§inez 10's 8,0-10™ gitadem MKE-SRP.1
100 Hz az 350 MHz T vétSinezl s 8,0-101!
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Priloha je nedilnou souéasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS

MERGQS, spol. s r.o.

Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

- . L Lo - < ity Nejnizsi udavana Identifikace
g;;z’l Kallbrovan;ari%;:?ea / Predmét : Jr_nenOVIty rozeah - Parametr(y) méf. veli¢iny roz;if'ené nejistota Princip kalibrace | kalibraéniho P:;ig_
min  jedn. max jedn. méreni? postupu?®
Uust> 1 Ver, 0dstup
1Hz ar 30Hz |[signal/Sum>60dB 1 vétsinez10s 5-10°Hz
30Hz a7z 300Hz T vetsinezl s 3:10%Hz
300Hz  az 100 kHz 5:10° Hz
P#imé méfeni MKF-f1
100 kHz az 300 kHz 4,0:10%° gitadem
300 kHz az 600 kHz 2,0:10°%0
600 kHz az 6 GHz 1,0-10°10
2* Casovy interval / Mé&tidla Ptfimé generovani | MKF-t1
gasového intervalu, ¢itade, kalibratorem
osciloskopy, funkéni generatory,
impulzni generétory, digitalni a
mechanické stopky, ¢asovace,
revizni ptistroje 1ns az 4ns |[Ug>1V 50 Q 0,70 ns
4ns az  10ns 45%+0,5ns
10 ns az 100 ns 55%+0,5ns
Pfimé generovani
100 ns az lpus |U=22VTTL 50 Q 2,0 ns GPS piijimacem
1us az 100s 4,0ns
100's az  10%s 3,5-10
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Priloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 325/2024 ze dne: 8. 7. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

MERGQS, spol. s r.o.
objekt ¢islo 2249, Kalibra¢ni laboratoif MEROS
Starozuberska 1453, 756 54 Zubii

. . L ey . o Jmenovity rozsah Nejnizsi udavana Identifikace
g;;z’l Kallbrovan;ari%;::ea / Predmét : - d - Parametr(y) méf. veli¢iny roz;if'ené nejistota Princip kalibrace | kalibraéniho P:;ig_
min  jedn. max jedn. méreni? postupu?®

3 Perioda impulsnich signalt / Piimé méfeni MKF-t1
Me¢iidla ¢asového intervalu, ¢itaCem
¢itace, osciloskopy, funkéni
generatory, impulzni generatory,
digitalni a mechanické stopky,

Casovade, revizni pfistroje 2,85 ns az  10ms |Ust>1V T vétsinez 10 s 8,0-10
10ms  az 1000s T vétsi nezl s 8,0-10!

4 Délka trvani impulsnich signala / Ptimé méteni MKF-1,
Meéfidla ¢asového intervalu, ¢itaCem MKE-SRP.1
¢itace, osciloskopy, funkéni
generatory, impulzni generéatory,
digitalni a mechanické stopky,

Casovace, revizni pfistroje 5ns az 10s Ust>1V 1,0ns
10s az  10%s 8,0-10
Ptimé porovnani MKF-t1
10%s az 4'10°%s 3,610 s kalibratorem

1V ptipadg, Ze laboratof je schopna provadét kalibrace i mimo své stélé prostory, jsou tyto kalibrace u pofadového ¢&isla oznageny hvézdickou

2 Rozsitena nejistota méfeni je v souladu s ILAC-P14 a EA-4/02 M soucéasti CMC a je nejnizs$i hodnotou piislusné nejistoty. Pokud neni uvedeno jinak, jeji pravdépodobnost pokryti je cca 95 %. Hodnoty nejistoty
uvedené bez jednotky jsou relativni vii¢i métené hodnoté, pokud neni uvedeno jinak. Hodnota nejistoty zde uvedena vychazi z nejlepsich podminek laboratofi dosazitelnych; hodnota nejistoty konkrétni kalibrace

muize byt vyssi v zavislosti na podminkach takové kalibrace. Pro totozné krajni hodnoty navazujicich rozsahti plati vzdy nizsi hodnota nejistoty.

3 U datovanych dokumentii identifikujicich kalibracni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy. U nedatovanych dokumentii identifikujicich kalibra¢ni postupy se pouZiva nejnovéjsi vydani uvedeného

postupu (véetné vSech zmén).
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